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Silica
Existe em muitas formas

Um modelo bem sucedido: a silica de
Stober

Particulas de tamanhos diferentes,
mesma composi¢cao quimica
ller: um caroco de silica anidra e uma

casca de silica hidratada, de espessura

monomolecular (sabendo -se o raio, sabe-se o
grau de hidratacao)



Particulas coloidais

Cristalinas ou amorfas
Dimensoes micrométricas, nanometricas

Estabilidade coloidal € cinética, ndo
termodinamica

Composicao quimica: média e local
Hipotese usual: sdo iguais e homogéneas
Provas da suposicao (?)



No angulo escolhido, a borda
das particulas espalha elétrons
mais que o interior.

O material intersticial espalha
muito fortemente.

Imagens de campo-claro e de
campo-escuro de silica,
¢ = 141 nm
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IMAGES ACQUIRED USING
INELASTICALLY-
SCATTERED ELECTRONS
(plasmon region)

Scattering ability from
particles core and shell

Is different

Also, non-particulate material



STOBER SILICA

effective diameter (PCS) = 141 nm
O/Si ratio is larger

at the particle borders



" N3o ha espalhamento mais
5 intenso, nas bordas
~ « .~ ounointerior. Ha dominios
- % .. diferenciados, no interior das
~_ particulas
=
df

Imagens de campo-claro e de %
campo-escuro de silica, &

¢ = 36.5nNm



_*Ointerior das particulas
retroespalha elétrons

mais que as suas bordas.
Ha material de fundo, nao-
particulado.

Conclusao: o numero
atomico médio das bordas ' i
s . . 18.8kY =B, ARA
é menor que o do interior.




As fronteiras entre as
particulas sdo atenuadas
ou imperceptiveis nas
particulas menores:
coalescéncia espontanea
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AFM: Microscopia de forca atomica

detetor:
amplitude

realimentacéo




Inducéo de cargas elétricas na sonda condutora

amostra

[porta-amostra ++++++++++++++++++ + +]

> +_

@ 4 @
(&) (&)
= E
\40_3 2
K<) 3]
(qv] ©
On On
—_ -
o (@]
LL LL

Forca elétrica
Forca elétrica




Microscopia de potencial elétrico
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EFM: Microscopia de forca elétrica
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As fronteiras entre as particulas grandes séo
nitidas. As particulas séao eletricamente uniformes.

1§ 0.997 v

0.800 V
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1500 nm TOPOGRAFIA



As particulas sao indistinguiveis naimagem de forca
atomica, mas os dominios de potenciais diferentes
sao nitidos naimagem de EFM.

Ocorre coalescéncia e formacao de filmes, formando
um mosaico elétrico.

TOPOGRAFIA 1000 nm
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Particulas de didoxido de titanio sobre mica
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Separacao completa de
TOPOGRAFIA contribuicdes

de forcas de van der Waals e
eletrostaticas



